Solution for researching

Testador De Curto-Circuito De Resisténcia De Isolamento De
Células De Bateria Para Seguranca Elétrica Avancada E
Controle De Qualidade

Numero do item: CD15

introducao

Avalie a integridade do isolamento das células
com nosso testador de curto-circuito de nucleo
de bateria de alta precisao. Oferecendo saida
continua de 25V a 1000V DC, temporizadores
de atraso programaveis, descarga automatizada
rapida e integracao remota via CLP, ele garante
uma garantia de qualidade confidvel em linhas

de fabricacao de alto rendimento.

Saiba mais

Teste de Integridade do Separador
de Células Pouch

QA de Enrolamento de Células
Prismaéticas e Cilindricas

Validagdo de Eletrdlito de Bateria de
Estado Sélido

Isolamento Dielétrico de
Supercapacitores

Isolamento de Barramento de
Médulos e Packs de Bateria

Triagem Automatizada de Células
em Linha

Verificagdo de isolamento de alta tensdo nos terminais de catodo
e anodo antes da injecgdo de eletrdlito.

Triagem de ruptura dielétrica de rolos de gelatina nus e pilhas de
eletrodo-separador sob polarizagao DC controlada.

Caracterizagao de alta resisténcia de novas folhas de eletrélito de
estado sélido de ceramica, polimero e compésito.

Teste de corrente de fuga com atraso controlado em camadas
duplas eletroquimicas de alta capacitancia.

Teste de resisténcia de isolamento entre terminais de células,
placas de resfriamento, invélucros estruturais e barramentos.

Integragdo em estagdes de triagem automatizadas "pick-and-
place" via controle CLP e telemetria RS232.

Identifica microfissuras e desalinhamento do separador antes do
preenchimento quimico irreversivel.

Elimina riscos de curto-circuito causados por rebarbas metélicas,
contaminagéo por particulas e saliéncias de folha.

Fornece resolugdo de fuga em microamperes através de gradientes
de alta tens&o para confirmar a densidade da ceramica.

Compensa a corrente de absorgdo capacitiva para produzir
medigdes de fuga precisas e em estado estacionario.

Garante a conformidade com padrées internacionais de seguranga
elétrica de alta tensdo (ex: UN 38.3, UL 2580).

Permite triagem "go/no-go" em menos de um segundo com registro
automatizado de dados de teste para rastreabilidade total.

Parametro de Especificacao Configuracao Padrao (CD15) Variante Personalizada de Baixa Tensao (CD15-LV)

Faixa de Tensdo de Saida

Resolugado de Ajuste de Tensdo
Precisdo de Ajuste de Tensao
Precisdo de Medigdo de Tensao
Corrente de Saida Méxima

Modo de Saida

Tensao de Isolamento

Ripple de Tensdo (1000V Sem Carga)
Ripple de Tensédo (1000V Carga Total)

Taxa de Regulagdo de Carga

25V [ 1000V DC

1v

+(2% do ajuste + 2 digitos)
+(2% da leitura + 2 digitos)
1mA

Terra Flutuante

+1000 V

=5 Vp-p

= 10 Vp-p

1% (Carga Total a Sem Carga)

8V [ 1000V DC

1v

+(2% do ajuste + 2 digitos)
+(2% da leitura + 2 digitos)
1mA

Terra Flutuante

+1000 V

= 5Vp-p

= 10 Vp-p

1% (Carga Total a Sem Carga)
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Parametro de Especificacdo Configuracao Padrao (CD15) Variante Personalizada de Baixa Tensao (CD15-LV)

Tempo de Subida da Saida
Resisténcia de Descarga Automatica
Faixa e Precisdo do Tempo de Atraso

Faixa e Precisdo da Duracéo do Teste

Resisténcia de Isolamento Faixa Nivel 1

Resisténcia de Isolamento Faixa Nivel 2

Resisténcia de Isolamento Faixa Nivel 3

Parametros Exibidos Principais
Légica do Comparador

Modo de Detecgdo Automatica
Verificagdo de Contato Capacitivo

Configuracdes de Velocidade de
Amostragem

Capacidade de Armazenamento de
Parametros

Interfaces de Controle Externo
Ambiente Operacional
Requisitos de Fonte de Alimentagao

Dimensdes Externas (L x A x P)

Acessorios Padréo Incluidos

15 ms (Sem Carga, Umax)

20 kQ (Descarrega 1 puF a 1000V em 200 ms / constante RC)
0.1s[ 999.9s; +(0.1% do ajuste + 1 digito)

0.5s[] 999.9s; +(0.1% do ajuste + 1 digito)

2.000 MQ[] 200.0 MQ; +(2% da leitura + 5 digitos)

200 MQ [] 4000 MQ; +(5% da leitura + 5 digitos)

4000 MQ ] 9999 MQ; +(10% da leitura + 5 digitos)
Resisténcia de Isolamento (MQ), Corrente de Fuga (mA/uA)
Triagem independente de Limite Superior / Limite Inferior
Teste continuo com saida de alta tens&o sustentada

Médulo de hardware opcional

Répido, Médio, Lento

100 grupos de memdria de receita

Porta Serial RS232, Interface CLP Isolada

0°C[ 40°C, 20% UR[ 70% UR

AC 220 V % 10%, 50/60 Hz, 100 VA

300 mm x 88 mm x 380 mm (Altura do pé: 15 mm excluida)

Manual do Usuério x 1, Cabos de Teste de 1m x 1, Cabo de
Comunicagéo x 1
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15 ms (Sem Carga, Umax)

20 kQ (Descarrega 1 puF a 1000V em 200 ms / constante RC)
0.1s[ 999.9s; +(0.1% do ajuste + 1 digito)

0.5s[] 999.9s; +(0.1% do ajuste + 1 digito)

2.000 MQ[] 200.0 MQ; +(2% da leitura + 5 digitos)

200 MQ [ 4000 MQ; +(5% da leitura + 5 digitos)

4000 MQ ] 9999 MQ; +(10% da leitura + 5 digitos)
Resisténcia de Isolamento (MQ), Corrente de Fuga (mA/pA)
Triagem independente de Limite Superior / Limite Inferior
Teste continuo com saida de alta tens&o sustentada

Médulo de hardware opcional

Répido, Médio, Lento

100 grupos de memdria de receita

Porta Serial RS232, Interface CLP Isolada

0°C[ 40°C, 20% UR[ 70% UR

AC 220 V % 10%, 50/60 Hz, 100 VA

300 mm x 88 mm x 380 mm (Altura do pé: 15 mm excluida)

Manual do Usuério x 1, Cabos de Teste de 1m x 1, Cabo de
Comunicagéo x 1
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